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План лекции
• Рассеяние на свободных электронах
• Атомный фактор
• Закон Брегга-Вульфа
• Рентгеновские методы
• Дифракция на порошкообразных образцах
• Метод Лауэ
• Электронная микроскопия
• EXAFS
• Вопросы
• Список литературы



Закон Брегга-Вульфа

•  



Закон Брегга-Вульфа

•  



Рассеяние на точечных 
центрах

•  



Рассеяние решеткой 
точечных атомов 
•  



Пример дифрактограммы 
кубической решетки 



•  

Рассеяние на свободных 
электронах



Атомный фактор

•Принятое обозначение f определяется как 
отношение амплитуды волны, рассеянной 
одним атомом, к амплитуде волны, 
рассеянной отдельным электроном

Набег 
фазы

Амплитуда 
рассеяния



Кривая форм-фактора



Атомный фактор для 
различных элементов



Примеры влияния атомного 
фактора



Структурный фактор

•  



Примеры влияния атомного и 
структурных факторов 

CsCI

Csl



Рентгеновские методы

•Рентгеновские трубки
• Термоэмиссия с катода
• Ускорение высоким напряжением

•Синхротроны



Дифракция на 
порошкообразных образцах



Дифракция на 
порошкообразном NaCl



Дифракция на 
порошкообразном Al



Метод Лауэ

•Использование белого излучения вместо 
монохроматического



Структурные перестройки и 
реальная структура 
кристаллов
•Использование правил погасания рефлексов 
позволило исследовать явления 
упорядочения твердых растворов



Сплав медь-золото



Сплав алюминий-медь



Вопросы 

•От каких плоскостей будут отсутствовать 
отражения для ГЦК решетки? Ответ 
объяснить.

•Рассчитать угол рефлекса для порошковой 
рентгетограммы плоскости (220) ГЦК 
решетки с периодом 4.04 А и длиной волны 
0.709 А.


